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Reditel Gstavu Vam v souladu se zakonem €.111/1998 o vysokych 3kolach a se Studijnim a
zkuSebnim fadem VUT v Brné ur€uje nasledujici téma diplomové préace:

Elipsometrie tenkych vrstev
v anglickém jazyce:

Ellipsometry of Thin Films

Stru€né charakteristika problematiky tkolu:

Principy elipsometrie. Stanoveni optickych parametr(l tenkych i tlustych vrstev Cu a Co na Si a
jejich degradaci na vzduchu. Zaklady AFM.

Cile diplomove préce:

1. Sledovani ¢asového vyvoje optickych parametr(l vrstev Cu a Co.
2. Porovnani vysledkl s méfenim morfologie povrchi vzorkid pomoci AFM.



Seznam odborné literatury:

[1] H. G. Tompkins, W. A. McGahan: Spectroscopic Ellipsometry and Reflectometry: a User’s
Guide. John Wiley & Sons, New York, 1999.

Vedouci diplomové prace: RNDr. Alois Nebojsa

Termin odevzdani diplomové préace je stanoven ¢asovym planem akademického roku 2009/2010.

V Brné, dne 25.11.2009

L.S.

prof. RNDr. Tomas$ Sikola, CSc. prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.
Reditel tstavu Dékan fakulty





